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Hécisions ou accords officiels de la CEl concernant les questions technigues représentent, dans Ig
possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné“que les Comités nationaux d
Essés sont représentés dans chaque comité d’études.

Publications de la CEIl se présentent sous la forme de recofmfmandations internationales et sont
ne telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efferts raisonnables sont entrepris afin qu
ure de I'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEl ne peut pas étre tenue respon
htuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en estfaite par un quelconque utilisateur final.

le but d'encourager I'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEIl s'engagent, dans
ire possible, a appliquer de fagon transparente’les Publications de la CEIl dans leurs pub
nales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEl et toutes pub
nales ou régionales correspondantes doiventwétre indiquées en termes clairs dans ces derniéres.

CEl n’a prévu aucune procédure de marquage valant indication d’approbation et n'engage
bnsabilité pour les équipements déclarés conformes a une de ses Publications.

les utilisateurs doivent s'assurer _qu'ils sont en possession de la derniére édition de cette publicatid

ne responsabilité ne doit éfreimputée a la CEl, a ses administrateurs, employés, auxili
lataires, y compris ses expersts particuliers et les membres de ses comités d'études et des
naux de la CEIl, pour tout-préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tqg
mage de quelque nature\gue ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris
stice) et les dépenses,'découlant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la C
autre Publication/de-la CEIl, ou au crédit qui lui est accordé.

bention est attirée\sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de pub

ention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuv
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
86C/547/FDIS 86C/571/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

OPTICAL AMPLIFIERS — TEST METHODS -
Part 5-2: Reflectance parameters —
Electrical spectrum analyser method

FOREWORD

ntornational Eloctratachnical Commiccion (IECY ic o wwarldwida agraanization for octaondardioation oo
\ 7 9

prising

ational electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to
hational co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronicf
end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical 'Specif
nical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to
cation(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee in
e subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental 4
rnmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation.(IEC collaboratef
the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with'\.conditions detern
ement between the two organizations.

formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an inte

psted IEC National Committees.

Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC
mittees in that sense. While all reasonable efforts are madesto ‘ensure that the technical conten
cations is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or
terpretation by any end user.

der to promote international uniformity, IEC Nationahk'Committees undertake to apply IEC Pub
parently to the maximum extent possible in theif national and regional publications. Any di
een any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly ind

provides no marking procedure to indicatexits approval and cannot be rendered responsible
bment declared to be in conformity with an (EC Publication.

sers should ensure that they have the latest edition of this publication.

ability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual exp
damage of any nature whatseéver, whether direct or indirect, or for costs (including legal fqg
cations.

tion is drawn to the“Normative references cited in this publication. Use of the referenced public

tion is drawn_ta\the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the s
ht rights. IEG"shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
86C/547/FDIS 86C/571/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.
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La CEIl 61290-5 comprend les parties suivantes, présentées sous le nouveau titre général
Amplificateurs optiques — Méthodes d’essai — Paramétres du facteur de réflexion

Partie 5-1: Analyseur de spectre optique

Partie 5-2: Méthode d’analyseur de spectre électrique

Partie 5-3: Tolérance de réflectance en utilisant un analyseur de spectre électrique

Les normes futures de cette série porteront dorénavant le nouveau titre général cité ci-dessus.
Le titre des normes existant déja dans cette série sera mis a jour lors d’une prochaine édition.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2008. A cette
date, 14 publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
+ amgndée.
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IEC 61290-5 consists of the following parts under the new general title Optical amplifiers — Test
methods — Reflectance parameters:

Part 5-1: Optical spectrum analyser

Part 5-2: Electrical spectrum analyser method

Part 5-3: Reflectance tolerance using electrical spectrum analyser

Future standards in this series will carry the new general title as cited above. Titles of existing
standards in this series will be updated at the time of the next edition.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2008. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

e withdrawn;

+ replaced by a revised edition, or
*+ amgnded.
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AMPLIFICATEURS OPTIQUES — METHODES D’ESSAI -

Partie 5-2: Parameétres du facteur de réflexion —
Méthode de I’analyseur de spectre électrique

1 Domaine d'application et objet

La pré (AFO)
utilisant des fibres actives, dopés aux terres rares, qui sont actuellement disponibles| sur le
marcheg.

L'objet|de la présente partie de la CEl 61290 est d'établir des prescriptions upiformes pqur des

mesur

s précises et fiables, a lI'aide de la méthode d'essai de I'analyseur de spectre éle

des pafameétres des AFO suivants, selon les définitions de la CElI 612914

a) réflexion a I'entrée;

b) réflexion en sortie.

NOTE 1
NOTE 2

Toutes les valeurs numériques suivies de (1) sont actuellement @\'étude.

Il convient que l'incertitude de mesure soit supérieure a + 4~dB.

2 Références normatives

Les d
docum

datées

amendements).

CEl 61

291-1, Amplificateurs a fibres optiques — Partie 1: Spécification générique

3 Abréviations

Pour Igs besoins de.ce-document, les abréviations suivantes s’appliquent:

AFO
ASE
ASO
DFB
EA

ESA
MZ

Amplificateur a fibres optiques
Analyseur de spectre électrique
Analyseur de spectre optique

trique,

bcuments de référence suivants sont{indispensables pour [l'application du présent
ent. Pour les références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les référenc
, la derniére édition du document’ide référence s'applique (y compris les év

es non
entuels

(Diode Taser) a refroaction repartie
Absorption électrique

Emission spontanée amplifiée
Mach-Zehnder
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OPTICAL AMPLIFIERS - TEST METHODS -

Part 5-2: Reflectance parameters —
Electrical spectrum analyser method

1 Scope and object

This partoftEC61290=apptiestoopticat fibreamptiflers {OFAS) Tsimg—active fibres; ton

rare-ed

The o
reliabl
followi

a) inp

b) output reflectance.

NOTE 1
NOTE 2

2 Nc

The fo
dated
the ref

IEC 61

3 AL

For thq

ASE
DFB
EA

ESA

rth dopants, presently commercially available.

ject of this part of IEC 61290 is to establish uniform requirements for accurg
measurements, by means of the electrical spectrum analyser test’/method,
ng OFA parameters, as defined in IEC 61291-1:

Lt reflectance;

All numerical values followed by (1) are currently under study.

The measurement uncertainty should be better than 1 dB.
prmative references

lowing referenced documents are indispensable for the application of this documg
references, only the edition cited appli€s: For undated references, the latest ed
erenced document (including any amendments) applies.

291-1, Optical fibre amplifiers —Part 1: Generic specification

)breviated terms

purposes of this_.document, the following abbreviations apply:

Amplified spontaneous emission
Distributed.feedback (laser diode)
Electre~absorption

Electrical spectrum analyser

taining

te and
of the

nt. For
tion of

MZ

Mach-Zehnder

OFA
OSA

Optical fibre amplifier
Optical spectrum analyser
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4 Appareillage

Les montages de mesure sont illustrés a la Figure 1.

- - 4 Coupleur optique —
Synthétiseur Contréleur
de Tx dB de ] % [4|:|
fréquences polarisation Port terminé
Affaiblisseur
variable ,— 7
Isolateur Port terminé
Reécepteur IEC 2p07/03
Figure 1a — Facteur de réflexion d'entrée d'AFO
Synthétiseur
de fréquences
il
Contréleur
Tx de
polarisation
R .4 Coupleur optique
Contréleur
b TR e Hew ][]
polarisation
* Isolateur
Synthétiseur Port terminé
de fréquences
2 « X
Analyseur. <>
de spectre dB
optigue
T Isolateur
Séparateur de
Y  faisceau de polarisation
Analyseur
de spectre Rx
électrique
Récepteur IEC 2208/03
Figure 1b — Facteur de réflexion de sortie d'AFO

Figure 1 — Configurations pour méthodes de mesure de I’analyseur de spectre électrique
pour facteur de réflexion d'AFO
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4 Apparatus

The measurement set-ups are shown in Figure 1.

4 Optical branching
c device Polarizati
requency olarization ]
synthesizer Tx dB controller :I @ I:
Terminated port
Variable
attenuator ,— —

EsA ) R —| = |— —
- Isolator Terminated port
Receiver IEC 2p07/03
Figure 1a — OFA input reflectance
Frequency
synthesizer
il
Tx Polarization
controller
Optical branching
A device
Polarization
T controller dB .:| |:
* Isolator
Frequency Terminated port
synthesizer
2 L4
Optical 41»
analyser
T Isolator
Polarization
) Y  beam splitter
Electrical
spectrum Rx
analyser
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Figure 1b — OFA output reflectance

Figure 1 — Configurations for electrical spectrum analyser measurement methods
for OFA reflectance
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Le matériel d'essai énuméré ci-dessous, avec les caractéristiques exigées, est nécessaire.

a)

Source(s) optique(s): la source optique doit étre soit a longueur d'onde fixe soit a longueur
d'onde réglable. Elle doit produire une lumiére a la longueur d'onde spécifiée dans la
spécification de produit correspondante. Le taux de suppression des modes latéraux doit
étre supérieur a 30 dB. Un isolateur optique a isolation supérieure a 40 dB doit étre intégré
dans le boitier de la source ou connecté a la sortie de la source. Toutes les sources
doivent étre polarisées linéairement, afin de séparer le signal amplifié et le signal de sonde
réfléchi dans la mesure du facteur de réflexion du port de sortie. Cette source doit pouvoir
étre directement modulée ou modulée au niveau externe (a savoir modulateurs Mach-
Zehnder (MZ) ou d'électro-absorption (EA)). Dans certains cas, il peut étre nécessaire
d'utiliser un AFO de puissance/survolteur pour augmenter le signal au niveau approprié
poyr les mesures. Pour I'essai du facteur de réflexion de sortie, une source lasger tmique
div|sée et ensuite modulée au niveau externe sur chaque bras peut étre utilisée pour
produire le signal d'entrée et de sonde. Pareillement, deux lasers séparés modulés
extrieurement ou directement pourraient générer les signaux. La longueur .d'ond¢ de la
sonlde doit étre dans les limites de la gamme de longueurs d'onde de fonctionnenjent de
I'AKO.

NOTE 1 Un laser DFB ou un laser a cavité externe sont des sources convenables.

NOTE 2 |l convient que la largeur de ligne de la source optique ne soit pas trgp\étroite et laisse ainsi Je signal
intefférométrique di a de multiples réflexions affecter les mesures.

Symthétiseur de fréquences: le synthétiseur de fréquences.doit générer une fréquephce de
mogulation >10 MHz. Le synthétiseur de fréquences peut-&tre intégré a I'émetteur présenté
ou séparé de la source optique.

Coypleur(s) optique(s): un coupleur 50/50, 90/10,)eu un autre coupleur directionpel est
négessaire avec une perte d'insertion en excés inférieure a 0,5 dB () et une directivjité non
inferieure a 60 dB. Il doit avoir des connecteurs'a facteur de réflexion inférieur a +55 dB
()] Il doit avoir un connecteur de sortie du méme type que le connecteur d'entrée de|I'AFO.
Tolit port inutilisé doit avoir un facteur de réflexion inférieur a =55 dB ().

Mepureur de puissance optique: il doit avoir une précision de mesure meilleufe que
+0,p dB, sans tenir compte de I'état. de polarisation dans la largeur de bande fonctipnnelle
de |'AFO.

Analyseur de spectre électrique~(ASE): il doit avoir une gamme de fréquences d'aul moins
10 MHz a 500 MHz (f). Seule I'aptitude @ mesurer modérément les signaux rapides est
négessaire (au-dessus de 10 MHz).

Isolateur optique: il_doit avoir une isolation meilleure que 60 dB () et un factpur de
réflexion des deux-ports de moins de —55 dB (%).

Affaiblisseur optique variable: sa gamme d'affaiblissement doit étre supérieure a 40 [dB (I).
Sa|précision{doit étre meilleure que 0,1 dB. Le facteur de réflexion des deux pofts doit
étre¢ inférieur)a —50 dB.

Céables(de liaison a fibres optiques: en prenant en compte les moyens de connectigns des
fibnes<et des diameéetre du champ de mode, l'insertion doit étre inférieure a 0,1 dB. I
comvienteate—tetrs—tonageurs—sotent—de —a—4—m ite—cabte—de—tHaison—estdirectement

connecté a I’'AFO, le connecteur doit avoir les mémes caractéristiques que le port de I'AFO.

v

Connecteurs optiques: la répétabilité de la perte de connexion doit étre inférieure a
0,2 dB. Leur facteur de réflexion doit étre inférieur & —55 dB.

Ports terminés: le facteur de réflexion des ports terminés doit étre inférieur a —60 dB.

Récepteur: il doit avoir une dépendance de polarisation inférieure a +0,05 dB. Des
amplificateurs électriques internes doivent permettre une plage dynamique supérieure a
50 dB () pour une puissance d'entrée du récepteur (a savoir, la différence entre la
saturation du récepteur et son plancher de bruit thermique). Ce récepteur peut nécessiter
deux amplificateurs électriques pour assurer la détection du signal de sonde.

Séparateur de faisceau de polarisation: un séparateur de faisceau de polarisation qui
sépare en deux polarisations orthogonales avec perte d'insertion <5 dB, facteur de
réflexion de tous les ports <-55 dB, et rapport d'extinction de polarisation >40 dB a chaque
état de polarisation.
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The test equipment listed below, with the required characteristics, is needed.

a)

Optical source(s): the optical source shall be either at fixed wavelength or wavelength
tunable. It shall generate light at the wavelength specified in the relevant product
specification. The side mode suppression ratio shall be higher than 30 dB. An optical
isolator with isolation greater than 40 dB shall be integrated within the source package or
connected at the source output. All sources must be linearly polarized, in order to separate
the amplified signal and reflected probe signal in the output port reflectance measurement.
This source shall be capable of being directly modulated or externally modulated (that is,
Mach-Zehnder (MZ) or electro-absorption (EA) modulators). In some cases, it may be
necessary to use a power/booster OFA to increase the signal to the appropriate level for
measurements. For the output reflectance test, a single laser source split and then
ex’Frnally modulated on each arm can be used to generate the input and probe [signal.

Likewise, two separate externally or directly modulated lasers could generate the-gignals.
Th

NOTE 1 A DFB laser or external cavity laser are suitable sources.

wavelength of the probe shall be within the operating wavelength range of-OFA.

NOTE 2 The line width of the optical source should not be too narrow to let the interferometric signgl due to
mulfiple reflections affect the measurements.

Frdquency synthesizer: the frequency synthesizer shall generatejal/modulation frefuency
>1(0 MHz. The frequency synthesizer may be integral to the transmitter shown or sgparate
from the optical source.

Optical branching device(s): a 50/50, 90/10, or other directional coupler is needed with
exgess insertion loss lower than 0,5 dB (%) and a directivity no lower than 60 dB. |t shall
haye connectors with reflectance less than —55 dB (1)1t shall have an output conngctor of
thel same type as the OFA input connector. Any unused ports shall have a reflectance lower
-55 dB (%).

Opfical power meter: it shall have a measurement accuracy better than 0,2 dB,
irrdspective of the state of polarization within'the operational bandwidth of the OFA.

Eldctrical spectrum analyser (ESA): it shall have a frequency range of at least 10 MHz to
500 MHz (f). Only the ability to measure moderately fast signals is necessary |above
10 MHz).

Optical isolator: it shall have an isolation better than 60 dB (1) and a reflectance from both
pornts of less than —55 dB (%):

Vafiable optical attenuator’ its attenuation range shall be greater than 40 dB (}). Its
acgquracy shall be bettér than +0,1 dB. The reflectance from both ports shall be legs than

Optical fibre jumpers: taking into account the means of connecting the fibres and the¢ mode
diametersi:the insertion shall be less than 0,1 dB. Their length should be 2 m fo 4 m.
If the jumper{is connected directly to the OFA, the connector shall have the| same
chgracteristies as that of the OFA port.

Optical~connectors: the connection loss repeatability shall be less than 0,2 dB| Their
reflectance shall be lower than —55 dB.

Terminated ports: the reflectance from terminated ports shall be lower than —60 dB.

Receiver: it shall have a less than +0,05 dB polarization dependence. Internal electrical
amplifiers shall enable a greater than 50 dB (%) dynamic range for receiver input power
(that is, the difference between receiver saturation and its thermal noise floor). This
receiver may necessitate two electrical amplifiers to ensure probe signal detection.

Polarization beam splitter: a polarization beam splitter that splits into two orthogonal
polarizations with <5 dB insertion loss, <-55 dB reflectance at all ports, and >40 dB
polarization extinction ratio at each polarization state.
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Analyseur de spectre optique: la dépendance de polarisation de la mesure de puissance
spectrale doit étre meilleure que *0,1 dB (I). La résolution spectrale doit étre égale a
0,1 nm ou meilleure que 0,1 nm. Il est a noter que la linéarité et la précision de cette
mesure ne sont pas importantes étant donné qu'elle est seulement utilisée pour optimiser
la polarisation du signal amplifié a une polarisation orthogonale désirée. Alternativement,
un mesureur de puissance optique avec un filtre de sélection de signal approprié peut étre
utilisé.

Régulateur de polarisation: cet appareil doit étre capable de fournir une lumiére d’entrée a
tous les états de polarisation (par exemple linéaire, elliptique et circulaire). Le régulateur
de polarisation peut étre un appareil de type toute fibre ou une plaque quart d’'onde
orientable d’un minimum de 90° et une plaque demi-onde orientable d’'un minimum de
180°. La variation des pertes du régulateur de polarisation doit étre inférieure a 0.1 dB (¥).
Le[facteur de réflexion de cet appareil doit étre plus petit que —40 dB (1) a chaquerpgrt.

Echantillon d'essai

L'AFO [doit fonctionner aux conditions de fonctionnement nominales. Il estnécessaire dg veiller
a maintenir I'état de polarisation de la lumiére d'entrée aprés l'avoir-réglé au «cas |e plus
défavorable» possible. Des modifications de I'état de polarisationnp€uvent aboutir|[a des

chang

ments de gain ainsi que du bruit d0 aux brouillages multivoies(

NOTE 1] Il convient que la procédure d'essai du facteur de réflexion de sortie\nge soit réalisée que sur les AFOs qui
ont l'opfique compléte (a savoir qu'ils ont I'affaiblissement suffisant dans¢la* direction opposée au signal). Cette
mesure fest de peu, sinon de valeur nulle, pour les dispositifs de I'AFO dui n'ont pas toute I'optique pour FAFO de

«bofte npire» prét a étre utilisé dans un systéme de communications_optiques.

NOTE 2| Le facteur de réflexion de chaque port de I'AFO peut dépendre du gain optique et, en conséquenge, de la

puissan¢e de la pompe et du signal.

NOTE 3| La dépendance de polarisation des parametres de réflexion n'est pas considérée comme aussi importante

que l'amplitude de la réflexion.

6

6.1

6.1

.1 | Généralités

Prpocédure

Facteur de réflexion d'entrée

Cette [méthode permet la,détermination du facteur de réflexion d'entrée de I'AFQ avec
I'utilisgtion d'un coupleur@ptique, d'un isolateur, d'un récepteur et d'un ASE. Il est a nojer que
la puispance de I'ESArinverse a la longueur d'onde de signal n'aura pas d'impact sur la mesure

du facfleur de réflexion-d'entrée sur I'ASE.
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m) Optical spectrum analyser: the polarization dependence of the spectral power measurement
shall be better than £0,1 dB (). The spectral resolution shall be equal to, or better than,
0,1 nm. Note that the linearity and accuracy of this measurement are not important since it
is only used to optimize the polarization of the amplified signal to a desired orthogonal
polarization. Alternatively, an optical power meter with an appropriate signal selection filter

ma

y be used.

n) Polarization controller: This device shall be able to provide input signal light at all possible
states of polarization (for example, linear, elliptical and circular). The polarization controller
may be an all-fibre-type device or a quarter-wave plate rotatable by a minimum of 90° and
a half-wave plate rotatable by a minimum of 180°. The loss variation of the polarization
controller shall be less than 0,1 dB (}). The reflectance from this device shall be smaller

n —40 dB ($) at each port.

tha
5 Te
The O

state o
in the
interfe

NOTE 1
(that is,
OFA de

NOTE 2
pump pq

NOTE 3
the refle

6 Pr

6.1

6.1.1

This method enables the determination of the OFA input reflectance with the use of an

branch
waveld

st sample

f polarization of the input light after it is adjusted to the “worst case* possible. C
polarization state may result in changes in the gain as well as thenoise due to m
ence.

The output reflectance test procedure should only be performed on @FAs that have the comple
have sufficient attenuation in the direction opposite the signal). This.méasurement is of little or no

The reflectance at each port of the OFA may depend on thesoptical gain and consequently on si

wer.

Polarization dependence of the reflection parameters is\not’ considered as important as the mag
ction.

ocedure
nput reflectance

General

ing device, isolator, receiver, and an ESA. Note that reverse ASE power at the
ngth will not impact.the input reflectance measurement on the ESA.

-A shall operate at nominal operating conditions. Care shall be takendn’maintainjng the

hanges
Litipath

e optics
alue for

ices that do not have all the optics for “black-box” OFA ready for use in"an optical communications [system.

gnal and

itude of

optical
signal
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ASE
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A
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Affaib_lisseur Récepteur
variable

IEC 2209/03

Figure 2a — Mesure de la puissance électrique source

6.1.2

Etalonnage

gure 2b — Mesure du débit du contréleur de polarisation, du coupleur optique et de I'isolatedyir

Figure 2 — Configurations pour déterminer la me&sure de la perte d'insertion
du contrdoleur de polarisation, du coupleur optique et de I'isolateur optique

.4 Coupleur optique

Controleur
X dB de 3 2 E Rx ASE
polarisation
Isolateur
Affaiblisseur Réceptetir

variable l:l 4 1 _E

Port terminé Port terminé
IEC 2210§03

Déterminer les pertes d'insertion du contréleur de polarisation, du coupleur optjque et
de l'isolateur optique (4).
— Avec la source optique a la\lohgueur d'onde désirée a partir de la spécification
particuliére, régler I'affaiblisseur optique variable pour produire une puissahce de
sortie optique au milieu de la gamme dynamique du récepteur. Mesuref cette
puissance de signal €lectrique sur I'ASE, P3. Cela est illustré a la Figure 2a.

— Connecter la source optique, l'affaiblisseur optique variable et le contrdleur de
polarisation au_port 3 du coupleur directionnel et l'isolateur optique au poft 2, et
mesurer la-puissance électrique a la sortie de l'isolateur, /3, avec le récepteur et

I'ASE. Cette” configuration est illustrée a la Figure 2b avec les ports 1 et 4 du
coupleurdirectionnel terminés.
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A
Tx dB Rx ESA
Variable Receiver
attenuator

IEC 2209/03

Figure 2a — Source electrical power measurement

6.1.2

b4 Optical branching
doviceo.
X dB Polarization 3 2 E» Rx EsA
controller
- Isolator
Variable Receiver
attenuator
F— s ]
Terminated port Terminated port

IEC 2210,

Figure 2b — Polarization controller, optical branching device,
and isolator throughput measurement

Figure 2 — Configurations for determining polarization controller,
optical branching device and optical isolator insertion loss measurement

Calibration

Determine the insertion losses of polarization controller, optical branching devig
optical isolator (4).

With the optical source at the,desired wavelength from the detail specif
adjust the variable optical attenuator to produce an optical output power
middle of the receiver’s \dynamic range. Measure this electrical signal po
the ESA, P5. This is shown in Figure 2a.

Connect optical source; variable optical attenuator, and polarization controller
3 of the directional coupler and optical isolator to port 2, and measure the el

e, and

cation,
in the
ver on

to port
ectrical

power at the_iselator output, P3 with the receiver and ESA. This configurgtion is

shown in Figure 2b with ports 1 and 4 of the directional coupler terminated.
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Coupleur optique

b4
Tx dB
Affaiblisseur
variable
| -
Port terminé Isolateur
b4
Tx dB
Affaiblisseur
variable
| -
Port terminé Isolateur

2)

Figure 3b — Mesure de la puissance d'entrée de I*AFO avec I'ASE pour I'étalonnage

Figure 3 — Mesure de la puissance d'entrée de I'AFO

Déterminer la puissance d'entrée de 'AFO, P,,.

— Mesurer la puissance d'entrée.de I'AFO a l'aide d'un mesureur de puissance
comme l'illustre la Figure 3a™et régler I'affaiblisseur optique variable pour foprnir la

Contréleur Mesureur de
c_ie _ puissance
polarisation optique
Port terminé
IEC 2211/03
Contréleur
de Rx ASE
polarisation
Récepteur
Port terminé
IEC [2212/03

bptique

puissance optique d'entrée-de I'AFO, comme le précise la spécification de produit
applicable. Ensuite, mesurer la puissance d'entrée de I'AFO, P,,, avec I'ASE ¢comme
le montre la Figure 3b.
X Coupleur optique R
Contréleur
™ d do (]
polarisation Port terminé
Affaiblisseur
variable
gl Bl —
; tsotatear Porttermmine
Récepteur IEC 2213/03

Figure 4 — Mesure du facteur de réflexion inhérent du montage d'essai

3) Deéterminer le facteur de réflexion inhérent au montage d'essai, P,,.

— Mesurer la puissance réfléchie a partir du montage d'essai (sans insertion d'AFO),
comme l'illustre la Figure 4, en utilisant un récepteur et I'ASE.

NOTE Cette valeur ou la gamme dynamique du récepteur déterminera la limite de précision de mesure inférieure.
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o« Optical branching
device
Polarization Optical power
Tx dB controller meter
Variable
attenuator
- — 1
Terminated port i
Isolator Terminated port IEC 2211/03
Figure 3a — Measurement of OFA input power with optical power meter
o« Optical branching
device
Polarization
Tx dB controller X ESA
Variable Receiver
attenuator
— G
Tlerminated port i
p Isolator Tefminated port iec 21203

2) |Determine OFA input power, P;,,.

Figure 3b — Measurement of OFA input power with“ESA for calibration

Figure 3 — Measurement of OFA input power

Optical branching
device

Receiver

b
Tx dB
Vatiable
attenuator

Isolator

]

Terminated port

Polarization _:l
controller

Terminated porf

— Measure the OFA input power with \an optical power meter as shown in Figure 3a
and adjust the variable optical attenuator to provide the OFA input optical po
specified in the relevant product specification. Next, measure the OFA input
P, with the ESA as shown.in"Figure 3b.

ver, as
power,

IEC 22J13/03

Figure 4 — Measurement of inherent reflectance of test set-up

3) Determine reflectance inherent to the test set-up, P_,).

— Measure the power reflected from the test set-up (no OFA inserted), as shown in
Figure 4, using a receiver and ESA.

NOTE This value or the dynamic range of the receiver will determine the lower measurement accuracy limit.
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6.1.3 Mesure du facteur de réflexion d'entrée de I'AFO
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Insérer 'AFO comme l'illustre la Figure 1a. Régler le contréleur de polarisation pour mesurer la
puissance réfléchie maximale de I'AFO, P,,, avec I'ASE.

6.2 Facteur de réflexion de sortie

6.2.1

Généralités

Cette méthode permet au facteur de réflexion de sortie de I'AFO d'étre déterminé par
I'utilisation d'un S|gnal de sonde qU| a une pmssance de 10 dB (%) ou blen mferleure au signal

elles ef séparées par un séparateur de faisceau de polarisation (cela empéche la satura
dommages du récepteur par le signal de sortie sans diminuer significativement)le sig

remier
5 entre
ion/les
nal de

sonde |réfléchi de faible puissance). La seconde séparation de ces signaux-est rgalisée
électriquement (c'est-a-dire aux fréquences de modulation différentes). La ptissance del sonde
réfléchiie peut alors étre mesurée sur un ASE et le facteur de réflexion de sortie peut étre
déterminée.
Synthétiseur
de fréquences
¥l
v .
Controleur <>
polarisation L
Isolateur Port terminé
Séparateur de
faisceau de polarisation
v Rx ASE
Récepteur
IEC 22}14/03
Figure-5a — Mesure de la puissance électrique de source de sonde
; X
Contréleur Coupleur optique
- : =5
polarisation o
z Isolateur Port terminé
|
T Séparateur de
Synthétiseur faisceau de polarisation
de fréquences
N Port terminé Port terminé Rx ASE
Récepteur

Figure 5b — Mesure débit du coupleur optique

Figure 5 — Mesure de la perte du coupleur optique

IEC

2215/03
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6.1.3 OFA input reflectance measurement

Insert the OFA as shown in Figure 1a. Adjust the polarization controller to measure the
maximum OFA reflected power, P,,, with the ESA.

6.2 Output reflectance

6.2.1 General

This method enables the OFA output reflectance to be determined through the use of a probe
signal that has 10 dB (:I:) or much less power than the input S|gnal At the output of the OFA

(this prevents saturation/damage of the receiver by the output signal without ~significantly
decreasing the low-powered reflected probe signal). The second separation of thése signals is
electrigally (that is, at different modulation frequencies). The reflected probe power can then be
measured on an ESA and output reflectance determined.

Frequency
synthesizer
11
* X
Polarizati >
olarization
T controller -' — |
Isolator Terminated port

|

Polarization
beam splitter

v ¢ [ Rx ESA

Receiver

IEC 224/03

Figure 5a — Probe source electrical power measurement

Optical branching X
Polarization device <>
Tx controller . —D
Terminated por]
Isolator
I
Polarization
| — 1 K Lt
Frequency beam-splitter
synthesizer :'_/ ‘_:| |
1 Y
J Terminated port Terminated port Rx ESA

Receiver
IEC 2215/03

Figure 5b — Optical branching device throughput measurement

Figure 5 — Measurement of the loss of the optical branching device
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6.2.2 Etalonnage

1) Déterminer le coupleur optique (4).

Régler la source de sonde a la longueur d'onde de mesure, comme le précise la
spécification de produit correspondante. Moduler le signal de sonde a une fréquence
(f4) > 10 MHz (et inférieure a la fréquence de coupure élevée du récepteur ou de
I'ASE). Connecter le signal de sonde a un contrbéleur de polarisation, un isolateur
optique, et un séparateur de faisceau de polarisation, un récepteur et I'ASE.
Maximiser la puissance de signal a travers une des polarisations orthogonales du
séparateur de faisceau de polarisation avec le contréleur de polarisation et
enregistrer cette puissance (P3) sur I'ASE (voir la Figure 5a).

Tx

] 4 1 1 EH [LH=9~H 1 | i =l RA 24 [l H 1 t
TISTCTCT T CUUPTCUT U pPptgquU T OO TC T T aTqoT—Ta T IguTTc U N\CPTTTT TA TTTAATTT Isation

de la puissance de signal a travers le séparateur de faisceau de polarisatiomavec le
contréleur de polarisation et enregistrer cette puissance ( P3 ) sur I'ASE-

----- p— .
Confjr(‘)leur Coupleur optique Mesiréur de
Tx dB H e puissance
polarisation optique

Synthétiseur
de fréquences

N Port terminé Port terminé

IEC 2216/03

Figure 6a — Mesure a I'aide du mesureur de puissance optique

Coupleur\optique X
Controleur P plq

!

-
de T\
polarisation -

Isolateur 1 Port terminé

[
Séparateur de

1

Synthétiseur faisceau de polarisation
de fréquences ‘
Y

Rort términé Port terminé Rx ASE

Récepteur
IEC |2217/03

Figure 6b — Mesure a I'aide de I'analyseur du spectre électrique

2) Régler la puissance de sonde d'entrée, P

Figure 6 — Mesure de la puissance de la sonde d'entrée

in-probe-

A l'aide d'un mesureur de puissance (comme le montre la Figure 6a), régler la
puissance de sonde a 10 dB (f) ou bien inférieure & P;,, comme le spécifie la
spécification de produit correspondante.

Mesurer cette puissance de sonde (Pjpope) avec le récepteur et I'ASE en

maximisant la puissance au récepteur avec la contrdleur de polarisation (voir la
Figure 6b).
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6.2.2

Calibration

1) Determine optical branching device (4).

Set the probe source to the measurement wavelength, as specified in the relevant
product specification. Modulate the probe signal at a frequency (f;) > 10 MHz (and
less than the high cut-off frequency of the receiver or ESA). Connect the probe
signal to a polarization controller, optical isolator, and polarization beam splitter,
receiver, and ESA. Maximize the signal power through one of the polarization beam
splitter’s orthogonal polarizations with the polarization controller and record this
power (P3) on the ESA (see Figure 5a).

Insert optical branching device as shown in Figure 5b. Repeat maximization of the

signal power through the polarization beam splitter with the polarization goptroller
and record this power (P3') on the ESA.

_____ A Optical branching

Polarization device Opticalpower

controller meter

Tx dB

Frequency
synthesizer

1
S Terminated port Terminated port
IEC 2216/03
Figure 6a — Measurement with-optical power meter
Optical brapehing X
Polarization deyigs <>
Tix controller -. :l
Isolator1 Terminated por]
A |
Polarization
Freggency beam splitter
synthesizer |
Y
] Terminated port Terminated port Rx ESA
Receiver

IEC |2217/03

Figure 6b — Measurement with electrical spectrum analyser

Figure 6 — Measurement of input probe power

2) Set the input probe power, P, rope-

With a power meter (as shown in Figure 6a), set the probe power to be 10 dB (%) or

much less than P, as specified in the relevant product specification.

Measure this probe power (Pj,_nrobe) With the receiver and ESA by maximizing the
power to the receiver with the polarization controller (see Figure 6b).
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